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VORBEMERKUNG

Das CENELEC-Komitee fiir Baulemente der Elektronik (CECC) besteht aus den Mit-
gliedsléndern des Europ#ischen Komitees fiir elektrotechnische Normung
(CENELEC), die sich an einem harmonisierten Glitebestitigungssystem fir

elektronische Bauelemente beteiligen wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern durch
Hdarmonisierung der Normen und Glitebestitigungsverfahren flr elektronische
Bauelemente und durch die Erteilung eines international anerkannten Konformi-
titszeichens oder einer Konformit#itsbescheinigung. Die entsprechend den Fest-
legungen dieses Systems hergestellten Bauelemente werden deshalb in allen

Mitgliedsl&ndern ohne weitere Priifung anerkannt.

Die vorliegende Spezifikation ist vom CECC angenommen worden. Sie wurde fiur
diejenigen Linder erarbeitet, die am System teilnehmen und harmonisierte
nationale Bauartspezifikationen fiir ANALOGE MONOLITHISCHE INTEGRIERTE
SCHALTUNGEN herausgeben wollen. Sie ist in Verbindung mit den zur Zeit

giiltigen Bestimmungen des CECC-Systems zu verstehen,

Zur Zeit der Herausgabe dieser Spezifikation sind folgende L#nder Mitglied
des CECC: Belgien, D#nemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grof-
britannien, Irland, Ttalien, die Niederlande, Norwegen, Usterreich, Portugal,
Schweden, die Schweiz und Spanien. Diese Spezifikation kann unter den auf dem

blauen Deckblatt befindlichen Anschriften bezogen werden.
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EINLEITUNG

Diese Rahmenspezifikation wurde von der CECC-Arbeitsgruppe 9 "Integrierte

Schaltungen" ausgearbeitet.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen von Dokument CECC 00 100 basiert sie
- soweit mdglich - auf den Empfehlungen der Internationalen Elektrotech-
nischen Kommission und insbesondere auf IEC 147: Essential ratings and
characteristics of semiconductor devices and general principles of measuring

methods.

Der Text dieser Rahmenspezifikation wurde dem CECC mit den unten aufgefihrten
Schriftsticken zur Abstimmung vorgelegt und vom Prisidenten des CECC zur

Verdffentlichung freigegeben.

Schriftstick Abstimmungsdatum Abstimmbericht
CECC(Sekretariat)666 Januar 1978 CECC(Sekretariat)775
CECC(Sekretariat) 1041 Januar 1981 CECC(Sekretariat) 1077
CECC(Sekretariat) 1108 August 1981 CECC(Sekretariat) 1159

- 4 - CECC 90 200 Ausgabe 1

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 45940-12:1985-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-45940-12-1985-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-45940-12-1985-08

1 GELTUNGSBEREICH

Diese Spezifikation betrifft analoge monolithische
integrierte Schaltungen, die in Abschnitt 4 aufgefiihrt
sind, und ist in Verbindung mit CECC 90 000 zu lesen.

Sie definiert:

- Vorgehensweisen bei struktureller Ahnlichkeit
- elektrische MeBverfahren
-~ elektrische Dauerpriifungen

Der gemeinsame Vordruck fiir Bauartspezifikationen, der in
dieser Rahmenspezifikation enthalten ist, umfaBt diejenigen

- Anforderungen, die fiir alle analogen Schaltungen gleich

sind.
2 ALLGEMEINES
2.1 Bezugsdokumente

In jedem Fall ist die letzte Ausgabe des jeweiligen Bezugs-
dokuments, dessen Ausgabedatum vor dem Ausgabedatum dieser

Rahmenspezifikation liegt, anzuwenden.

IEC 147 : Wesentliche Grenz- und Kennwerte von Halb-
leiterbauelementen und allgemeine MeS8methoden.
IEC 147-0 : Teil 0: Allgemeines und Begriffe
IEC 147-1 : Teil 1: Wesentliche Grenz- und Kennwerte
IEC 147-2 : Teil 2: MeBmethoden
IEC 148 :+ Kurzzeichen fiir Halbleiterbauelemente
und integrierte Mikroschaltungen (Kapitel XI)
IEC 617 : Schaltzeichen fiir Diagramme
IEC 617-13 : Teil 13: Analoge Bauelemente

CECC 90 000 Fachgrundspezifikation:Monolithische integrier-

te Schaltungen
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2.2 Bevorzugte Spannungen filir analoge monolithische integrier- N
te Schaltungen

Die Vorzugswerte sind in IEC 147-OE, Kapitel VI,
Abschnitt VI-3.1 B angegeben.

2.3 Symbole und Terminologie

2.3.1 Kurzzeichen

Die Kurzzeichen miissen in Ubereinstimmung mit Kapitel XI

von IEC 148 verwendet werden.

Um einen festgelegten Wert einer elektrischen GréBe, die
durch einen Grundbuchstaben gekennzeichnet ist, anzugeben,

muB das folgende System angewendet werden:

- A filir den grdB8ten positiven (kleinsten negativen) Wert

des Bereiches

- B fiir den kleinsten positiven (gr&B8ten negativen) Wert des

Bereiches.

Beispiele siehe Bild 1
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Bild 1

2.3.2 Schaltzeichen
Schaltzeichen miissen in Ubereinstimmung mit IEC 617-13
angewendet werden.

2.3.3 Terminologie

Fiir die Terminologie muB IEC 147-0, insbesondere Kapitel VI,
angewendet werden,
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3 GUTEBESTATIGUNGSVERFAHREN

3.1 Strukturell &hnliche Schaltungen (siehe 3.2 von CECC 90 000)

Die Gruppierung von Typen aufgrund von strukturellen Ahnlich-

keiten ist wie folgt:

3.1.1 Fir

B1
B2
c1
c2

C3
C13

die Priifung in den Untergruppen:

Abmessungen

Létbarkeit

Abmessungen, die nicht in B1 enthalten sind
Widerstandsfahigkeit gegeniiber reinigenden
L6ésungsmitteln

Widerstandsfestigkeit der Anschliisse
Salznebel

Die Bauelemente gelten als strukturell &hnlich, wenn sie das

gleiche Gehduse haben, und wenn sie von derselben Fertigungs-

straBe unter Verwendung der gleichen Herstellungstechnik und

der gleichen Einzelteile stammen.

3.1.2 Fiir

B3
B4
C4

C5
cé,

die Priifung in den Untergruppen:

Dichtheitsprifung

Temperaturwechsel

Léthitzebestdndigkeit, gefolgt von Temperatur-
wechsel

Schock, Schwingen, Beschleunigung -

C7 - feuchte Wirme, konstant

Die Bauelemente gelten als strukturell &hnlich, wenn sie das

gleiche Gehduse haben, und wenn sie von derselben Fertigungs-

straBe unter Verwendung der gleichen Herstellungstechnik und

der gleichen Einzelteile kommen und wenn das maximale Verhdlt-

nis der Chipfldchen zueinander nicht den Faktor 2 iibersteigt.

s - CECC 90 200 AusBRScliments
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3.1.3 Fiir die Priifung in den Untergruppen:

B5 - elektrische Dauerpriifung (168 h)
C8 - elektrische Dauerpriifung (1000 h)

Die Bauelemente gelten als strukturell &hnlich - sogar bei
abweichendem Layout - wenn alle nachfolgenden Kriterien er-
flillt sind:

- sie arbeiten bei der (den)selben empfohlenen Betriebs-
spannung (en) , bezogen auf den (die) vergleichbaren An-
schluB (Anschliisse), einschlieBilich z.B. offener Kollek-
tor- oder Drain-Schaltungen und einer Verlustleistung, die

um nicht mehr als den Faktor 1,2 abweicht;

- sie sind nach denselben Entwurfsregeln hergestellt;

- sie kommen von derselben FertigungsstraBe und haben
das gleiche Geh&duse unter Verwendung desselben Ferti-

gungsprozesses, beginnend bei der ersten Fertigungsstufe;

- die Bauelemente mit der gr&8ten Verlustleistung und der
hdchsten empfohlenen Betriebstemperatur miissen als re-

prédsentative Typen verwendet werden.

3.1.4 Flir die Prifung in den Untergruppen:

Cc9 - Lagerung, trockene Wdrme
C10 - Lagerung, Kidlte

Die Bauelemente gelten als strukturell &#hnlich, wenn alle

nachfolgenden Kriterien erfiillt sind:

- sie sind nach denselben Entwurfsregeln hergestellt,
- sie kommen von derselben FertigungsstraBe und haben das
gleiche Geh&use, unter Verwendung desselben Fertigungs-

prozesses, beginnend bei der ersten Fertigungsstufe.
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3.1.5 Fiir die Priifung in der Untergruppe D1 - elektrische Dauer-
prifung (8000 h)

Integrierte Schaltungen, die gleichzeitig auf derselben
FertigungsstraBe hergestellt werden, inklusive der Gehduse-
endmontage, wobei diegleichm Maschinen und Ger&dte benutzt und
dieselben Entwurfsregeln flir integrierte Schaltungen angewandt
werden, k&nnen zu einem Priiflos zusammengefaBt werden.

Die Kriterien filir die Gruppierung miissen im Bericht der Bau-
artzulassung zur Zufriedenheit der natioralen Uberwachungsstelle

dargelegt sein.

Integrierte Schaltungen k&nnen fiir eine elektrische Dauer-
prifung unter denselben oder &hnlichen Priifbedingungen 2zu
einem Priiflos zusammengefaBt werden, vorausgesetzt, daB die-
selben Grundregeln fiir den Entwurf (z.B. Geometrie des ein-
zelnen Elements, Abstidnde, Dicke der Chips usw.) und die inter-
nen Schaltungselemente (z.B. Multi-Emitter-Eingang, Phasen-

teiler, Totem-Pol-Ausgang) verwendet worden sind.

Wenn obige Bedingungen zutreffen, kdnnen die Hersteller ein
Muster irgendeines Typs auswdhlen, um die Giite des Loses zu
bestdtigen. Bedingung ist, daB zur Genlige der nationalen
tiberwachungsstelle dargestellt werden kann, daB der (die)
gepriifte (n) Kennwert(e) filir die Auswahl des Musters nicht
von Bedeutung war (en). Wenn es eine bedeutsame Abweichung
gibt, muB fiir die allgemeinen elektrischen Dauerpriifungen
der Typ ausgewdhlt werden, der die komplexere Schaltung dar-
stellt oder der mit einem kritischen Grenzwert das groBte
Ausfallrisiko hat.

3.2 Bestdtigte Priifberichte

Wenn nicht anders festgelegt, miissen die best&dtigten Prif-

berichte folgende Informationen beinhalten:

- charakteristische Informationen fiir die Priifungen in den
Untergruppen:B2,B3,B4,B5,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10;

- Informationen iiber die Messungen vor und nach der Dauer-

priifung: C8 und D1.
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4 PRUF- UND MESSVERFAHREN

4.1 Elektrische MeBverfahren (siehe 4.1 und 4.5 der CECC 90 000)

4.1.1 MeBmethoden fiir lineare Verstdrker (einschlieBlich Operations-
verstédrker)
(1) IEC Methoden:

Die anschlieBend aufgefiihrten MeBmethoden, die auf die be-
treffenden IEC-Schriftstilicke bezogen sind, miissen, wenn von
der betreffenden Bauartspezifikation gefordert, benutzt

werden - und zwar so, wie in ihr vorgeschrieben:

P met IEC 147-2
arameter Kap.VII Abs. 1
Bezugs- Bezeichnung Symbol Abschn. Methode
) Nr. Nr.
Nr.
A-01 Versorgungsstrome Ig 2 22
A-02 Kleinsignaleingangsimpedanz i 3 23
A-03 Ausgangsimpedanz 4 24
A-04 Eingangsoffsetspannung eines UIO 5 25,26
integrierten linearen Ver-
stdrkers mit Differenzein-
gang und Vorspannung eines UIP
Verstdrkers im Eintaktbetrieb
A-05 Eingangsoffsetstrom IIO 6 27
A-06 Eingangsruhestrom IIB 7 28
A-07 Temperaturkoeffizient der Aurto 8 29

Eingangsfehlspannung
A-08 Temperaturkoeffizient des CLIIO 9 30
Eingangsoffsetstroms

A-09 Leerlauf spannungsverstdrkung Auo 10 31
A-10 Grenzfrequenz(en) £, fb 11 32
A-11 Gleichtaktunterdriickung kCMR 12 33
A-12 Versorgungsspannungs- kSUR 13 34

unterdrickung
A-13 Ausgangsspannungshub UOPP 14 35

eines Differenzverstérkers

(nur fir Gleichspannungs-

messungen)

- 11 - CECC 90 200 's\'sggk%c“ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 45940-12:1985-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-45940-12-1985-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-45940-12-1985-08

Parameter IEC 147-2
Kap.VII Abs. 1

Bezugs—- Bezeichnung Symbol Abschn. Methode
Nr. Nr. Nr.
A-14 Dynamische Kennwerte 15 39
Verzdgerungszeit ts
Anstiegszeit tr
Abfallzeit te
Einschwingzeit trip
Gesamtreaktionszeit ot

(2) Zusédtzliche Methoden:

Die folgenden Methoden miissen bis zur Verdffentlichung von
IEC-Methoden verwendet werden:

Methode Parameter Anhang A
Bezugs- Bezeichnung Symbol Abschnitt
Nr. Nr.
A-15 Rauschmessungen
Rauschspannung U A2.1
Rauschstrom In
und Funkelrauschen Ub
- n
(burst noise)
A-16 Mittlere Flankensteil- SUOAU A2.2
heit der Ausgangsspannung
(slew-rate)
A-17 Reales Verstdrkungsband- Gwr A2.3
breitenprodukt
- 12 - CECC 90 200 APdgsaMents
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4.1.2 MeBmethoden fiir Spannungsregler

(1) IEC Methoden:

Die anschlieBend aufgefiihrten MeBmethoden, die auf die be-

treffenden IEC Schriftstiicke bezogen sind, miissen, wenn von

der betreffenden Bauartspezifikation gefordert, benutzt

werden - und zwar so, wie in ihr vorgeschrieben:

Methode

Bezugs-
Nr.

R-01

R-02

R-03

R-04
R-05

R-06-
R-07
R-08
R-09

R-10

Parameter

Bezeichnung

Eingangsspannungsregelfaktor
und Eingangsspannungsstabili-
sierungsfaktor
Restwelligkeit
Lastregelfaktor und
Laststabilisierungsfaktor
Ausgangsrauschspannung
Temperaturkoeffizient der
geregelten Ausgangsspannung
Ruhestrom
AusgangskurzschluBstrom
Referenzspannung
Einschwingverhalten nach
Andern der Eingangsspannung
Einschwingverhalten nach
Andern des Laststroms

Full document details: DIN 45940-12:1985-08

IEC 147-2

Symbol Kap.VII Abs.Z2
Abschn. Methode

Nr. Nr.
Ke1y 2 12
Ks1u
Ken 13
Krou 14
Rsou
U 15
on
4 6 16
A uo
I 17
Iog 18
UREF 19
10 20

11 21
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(2) Zusdtzliche Methoden

Die folgenden Methoden miissen bis zur Verdffentlichung

von IEC-Methoden verwendet werden.

Methode Parameter Anhang A
Bezugs— Bezeichnung Symbol Abschnitt
Nr. Nr.
R-11 Uberpriifung des Arbeitsbereiches A3.1
R-12 Ausgangsstrombegrenzung IOK A3.2
4.2 Elektrische Dauerbeanspruchungen

4.2.1 Allgemeines
Die Priifungen miissen an Stichproben aus Losen durch-
gefiihrt werden, die die Priifung der Gruppe A bestanden
haben. Die Stichproben miissen wdhrend der festgelegten
zeitdauer unter den festgelegten Bedingungen betrieben

werden.

Alle Funktionseinheiten eines (jeden) Bauelements sind

stets gleichzeitig zu priifen.

Wihrend der Priifung dlirfen die Spannungen und Strdme an
den Anschliissen oder die Verlustleistung eines Jjeden Bau-
elements um nicht mehr als 10 % unter die festgelegten
Werte sinken. Die Versorgungsspannung muf im festgelegten
Bereich bleiben. Die Umgebungstemperatur oder eine andere
festgelegte Temperatur, bei der ein Bauelement ge-

prift wird, darf nicht mehr als 5° C unter den festgeleg-
ten Wert sinken.

Wenn nicht anders vorgegeben, miissen Bauelemente mit Draht-
anschliissen so befestigt werden, daB die Befestigungs-
stellen mindestens 5 mm vom K&rper des Bauteils entfernt
'sind. Die Kontaktstelle darf nicht mehr als 5° C unter

der festgelegten Temperatur liegen.
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